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(57) 1. Способ испытания выводных цепей
интегральных схем, в соответствии с кото-
рым разделяют выводы объекта контроля на

группы, подают на него испытательные на-
пряжения, регистрируют значение проводи-
мости на клеммах для подключения объекта
контроля, сравнивают полученные результа-
ты с эталонными значениями, производят
отбраковку, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что
отбраковку интегральных схем производят
по значению проводимости их '• ^водных це-
пей, которое ниже эталонного значения, за
которое принимают минимальную проводи-
мость выводной цепи, вкпючающей не ме-
нее одного р-n перехода и контактного
соединения, а разделение выводов на груп-
пы производят по соизмеримости величины
проводимости выводных цепей объекта кон-
троля.

2. Способ по п. 1,отл и ч а ю щ и й с я
тем, что испытательное напряжение выби-
рают соизмеримым контактному напряже-
нию.
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Изобретение относится ^микроэлектро-
нике и может быть использовано для обна-
ружения неустойчивых контактных
соединений в выводных цепях интегральных
схем (ИС), а также обрывов выводов и нару-
шений контакта измерительного устройства
при замере параметров ИС.

Известен способ [1], по которому разде-
ляют выводы объекта контроля на группы,
подают испытательное напряжение, контро-
лируют выводные цепи и, после сравнения с
эталонным значением, производят отбра-
ковку. При этом выбор испытательного на-
пряжения обуславливается параметрами
начального участка вольт-амперной харак-
теристики (ВАХ) р-n переходов, что снижает
достоверность получаемых результатов из-

за наличия в контактных соединениях вы-
водных цепей окисных пленок, обладающих
иными, чем р-n переходы характеристиками.
Способ не позволяет выявить ненадежные
(неустойчивые) соединения, узлы и контак-
ты.

Известен способ испытания [2], по кото-
рому разделяют выводы объекта контроля
на группы, подают на него испытательные
напряжения, регистрируют значение прово-
димости на клеммах для подключения объ-
екта контроля, сравнивают полученные
результаты с эталонными значениями и про-
изводят отбраковку. Способ предназначен
для выявления температурной зависимости
тока утечки и не позволяет отбраковывать
ИС имеющие внутри дефектные, потенци-
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ально ненадежные узлы и контакты, наличие
окисных пленок на которых обуславливает
неустойчивость электрического соединения.

В основу изобретения поставлена за- 5
дача повышения достоверности контроля
путем введения новых критериев и парамет-
ров отбраковки.

Поставленная задача решается тем, что
в известном способе испытания выводных 10
цепей интегральных схем, заключающимся
в разделении выводов объекта контроля на
группы, подают на него испытательные на-
пряжения, регистрируют значение проводи-
мости на клеммах для подключения объекта 15
контроля, сравнивают полученные результа-
ты с эталонными значениями и производят
отбраковку, при этом согласно изобрете-
нию, отбраковку ИС производят по значе-
нию проводимости их выводных цепей, 20
которое ниже эталонного значения, за кото-
рое принимают минимальную проводимость
выводной цепи, включающей не менее одно-
го р-n перехода и контактного соединения, а
разделение выводов на группы производят 25
по соизмеримости величины проводимости
выводных цепей объекта контроля Кроме
того, предлагается испытательное напряже-
ние выбирать соизмеримым контактному
напряжению 30

При проверке электропараметров де-
фектные (неустойчивые) соединения, узлы и
контакты, в частности полученные термо-
компрессионной сваркой, обычно ведут
себя как годные за счет микропробоя иепро- 35
водящего слоя Поэтому предполагается
разделение выводов на группы производить
в зависимости от величины проводимости
выводных цепей контролируемых приборов
Это вызвано тем, что величина проводимо- 40
сти цепи, (включающей не менее одного р-п
перехода и контактного соединения) для
каждого типа ИС и каждого вывода, в зави-
симости от назначения, достаточно стабиль-
на и не зависит от величин испытательных 45
воздействий. При этом разделение выводов
на группы производят по соразмерности ве-
личины проводимости выводных целей объ-
екта контроля, т.е подбираются по равным,
или почти равным значениям В качестве 50
эталона отбраковки принимают величину
минимальной проводимости при минималь-
ном открывающем р-n переходы напряже-
нии Это значение получают путем выбора
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наименьшего значения при замере доста-
точно представительной партии.

Для того, чтобы избежать в процессе
испытания микропробоя непроводящих сло-
ев и сохранения дефектных соединений для
обеспечения возможности их отбраковки,
испытательное напряжение выбирают соиз-
меримым контактному напряжению. При
подборе испытательного напряжения следу-
ет учитывать, что при напряжении меньшем
контактного, р-n переход, по сути дела, оста-
ется закрытым, однако значительное превы-
шение нежелательно, поскольку оно ведет к
выше описанным микропробоям. В случае
наличия в выводной цепи несколько после-
довательно включенных р-n переходов и
контактных соединений, испытательное на-
пряжение увеличивается в соответствующее
количество раз по отношению к напряже-
нию (контактному), открывающему один р-п
переход.

П р и м е р : Для изделий с. 564, произво-
дился замер проводимости выводных цепей.
Данные замеров для ИС 564ЛН2 приведены
в таблице

Контактное напряжение принималось
как средневзвешенное значение достаточно
представительного количества замеров.

Замер производился относительно 7-го
вывода. Как видно из приведенной таблицы,
целесообразно выводные цепи разделить на
следующие группы. 1. Вывода NN 1, 3, 5, 9,
11,13.2. Вывода NN 2,4,6,8.10,12.3. Вывод
N 14.

В процессе отбраковки, перед каждой
проверкой на функционирование, произво-
дилось испытание выводных цепей в соот-
ветствии с предложенным способом. При
этом в каждой группе замерялась проводи-
мость при минимальном открывающем р-п
переходы напряжении и сравнивалась с ми-
нимальной проводимостью для данной груп-
пы В случае регистрации проводимости
ниже эталонной, проверялось состояние
контактирующего устройства и производил-
ся, при необходимости, повторный замер
Приборы, с проводимостью меньше задан-
ной, при обеспечении надежного контакта
контактирующего устройства, отбраковыва-
лись Для каждого типа ИС эталонное значе-
ние определяется отдельно, из множества
замеров проводимости, минимальное значе-
ние которой в дальнейшем используют при
испытаниях

№№ вывода
1
2
3

Тип вывода
вх

вых.
вх

Проводимость х 10 (См.)
157,4
215,0
157,4
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Продолжение таблицы

№№ вывода
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Тип вывода
вых.
вх.

вых.
вых.
вх.

вых.
вх.

вых.
вх.

пит. обіц.

Проводимость х 10 (См.)
215,0
157,4
215,0
215,0
157,4
215,0
157,4
215.0
157,4
295,3
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